
Tato práce se zabývá přímým měřením derivace profilu povrchu podél řádku (dz/dx) v řádkovacím
tunelovém mikroskopu (STM) metodou synchronní detekce. V rámci práce byl do stávající řídící
elektroniky STM vestavěn komerční lock-in zesilovač FEMTO spolu s podpůrnými obvody
umožňujícími měření derivace dz/dx. Jeho funkčnost byla otestována při měření na čistém povrchu
Si(100)-2×1 a na stejném povrchu s napařenými In-Sn řetízky. Data získaná z měření derivace byla
srovnána s daty z měření profilu povrchu.
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